Test - Qualitat

Bild 1: CT 300 Meteor - kompakter Benchtop-Tester.

Bilder: Dr. Eschke

i
Bild 2: CT 300 Comet S mit Loadboard fiir das Halbleiter-Engineering.

Rundum Upgedatet

Altere Tester sinnvoll ersetzen

Warum mit antiquierter Hard- und Software-Architektur aktuelle Boards testen? Eine State-of-the-Art-Test-
systemplattform pruft automatisch heutige anspruchsvolle Baugruppen — optimal, wirtschaftlich und

hocheffizient.

Autor: Frank Grossmann

nwender von automatischen Boardtestsystemen stehen

immer wieder vor diesem Dilemma oder vergleichbaren

misslichen Situationen: Bei der elektrischen Priifung ih-

rer Produkte, die eventuell wegen der stetig fortschreiten-
den Komponentenentwicklung auch fallweise immer wieder gein-
dert werden, gelangen vorhandene, dltere Tester an ihre ultimati-
ven Grenzen. Updates oder Erweiterungen fiir diese Maschinen
sind jedoch vom Hersteller nicht bzw. nicht mehr verfiigbar und
der Support wurde eingestellt oder aber der Anbieter ist eventuell
sogar vom Markt verschwunden. Oft besteht auch kein wirkliches
Interesse, veraltete Tester weiter zu unterstiitzen, denn dies ist sehr
zeit- und kostenaufwendig.

Anwender miissen in der Regel fiir die optimale Qualitétsiiberwa-
chung einer Baugruppe eine spezielle Priifstrategie wihlen, die vom
bisherigen veralteten Equipment iiberhaupt nicht oder nicht ausrei-
chend unterstiitzt wird. Damit stehen also die Priiffeld-Verantwortli-
chen immer wieder vor der Aufgabe, einen sinnvollen und kosten-
glnstigen Ersatz zu finden, um mit moderner Testtechnik die Auf-
gaben im Priffeld rasch zu erledigen. Zur Implementierung der
leistungsfihigeren und wirtschaftlicheren Systeme miissen die vor-
handenen Adaptierungen ohne Einschriankungen weiterverwendet
werden konnen und die bereits geschriebenen Testprogramme rasch
und effizient in die neue Systemumgebung tibertragen werden.

Der optimale und kostengiinstige Wechsel im Boardtest auf leis-
tungsfihigere und technologisch aktuelle Losungen ist also ein
Muss, um antiquierte Testsysteme erfolgreich abzuldsen.

Flaschenhélse vermeiden

Einfliisse, die zu gednderten Anforderungen in der Priiftechnik
fithren, kann es iiber die doch relativ lange Nutzungszeit von Test-
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systemen erfahrungsgemafl viele geben. Dabei ist natiirlich auch
die hohe Innovationsrate im Bereich von Komponenten und
Schaltungstechnik von hohem Einfluss. Besonders einschrinkend
wirkt sich ein veraltetes System auf die Testgeschwindigkeit bzw.
den damit korrespondierenden Durchsatz im Priiffeld aus. Auch
die nétige Priifschérfe ist nicht mehr auf der Hohe der Zeit.

Wird eine Testerlinie nicht mehr unterstiitzt und ist ein System
wegen seiner veralteten Instrumentierung, Rechnertechnik oder
Software technologisch den Priifobjekten nicht mehr gewachsen,
treten genau solche Flaschenhals-Situationen im Priiffeld auf. Ein
ahnlich gelagerter Fall tritt ein, wenn ein neues Priifobjekt, bei-
spielsweise bei einem Fertigungsdienstleister, auf einem praktisch
obsoleten System getestet werden soll, aber vom Testerhersteller
fur die Erfiilllung der hoheren Anforderungen weder Hard- noch
Software-Support ausreichend verfiigbar sind.

Nicht aufler Acht gelassen werden darf auch, wegen der langen
Nutzungszeit, dass ein élteres System manchmal zwar mit diversen
»Klimmziigen“ noch erweitert werden koénnte, aber die vielen
»Rucksicke® in Hard- und Software dazu fithren, dass ein unhand-
licher, im Priiffeld nur noch schwierig kontrollierbarer und han-
delbarer Tester das unzuldngliche Ergebnis wiare. Mithin wiirde
man also mit einem ziemlich unzuverléssigen und dazu noch teu-
ren Instrument die elektrische Qualitétssicherung der Baugruppen
durchfiithren wollen.

Betrachtet man zudem die Kostensituation, dann stellt sich zu-
meist auch noch heraus, dass die Kosten je Priifobjekt fiir solche
aufgebohrten Losungen in einem Missverhéltnis zu den Priifkos-
ten mit einem leistungsfihigeren Automaten stehen. Andererseits
stellt jedoch kein Priiffeld-Verantwortlicher die bisherigen Investi-
tionen in Adaptierung und Testsoftware fiir die Priifung von aktu-
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ell gefertigten Baugruppen gerne aufs Abstell-
gleis, denn das wire zumeist sehr unwirtschaft-
lich.

Eine wirtschaftliche Losung
Die leistungsfahige und technologisch topak-
tuelle, modular konfigurierbare Testerserie
CT300/CT350 von Dr. Eschke im Vertrieb und
Anwendungssupport bei Ateip bietet sich hier
als ideale und kostengiinstige Losung in einem
optimal skalier- und konfigurierbaren Wachs-
tumspfad bei Erneuerungen im Priiffeld an.
Fiir den Austausch obsoleter Systeme gegen l’
diese duflerst kompakten und wirtschaftlichen
Tester stehen fiir einige am Markt weitverbrei-
teten Boardtesterserien spezielle Interface-Ad-
apter zur Verfiigung, so dass die bisherige Ad-
aptierung weiter verwendbar ist. So sind aktu-
ell Schnittstellenumsetzer fiir Digitaltest, Rein-
hardt, Pylon-Schnittstelle,
GR20-Serie sowie dem High-Pincount-Inter-
face SPEA-BZIF erhiltlich. Weitere Zwi-
schenadapter sind auf Anfrage moglich und

CT300-Galaxy

Teradyne,

auch verfiigbar. Diese Schnittstellenwandler
werden von der CT3XX-Testplattform pneu-
matisch und elektrisch gesteuert. Priifobjekt.
Im Gegensatz zu Rack-und-Stack-Systemen,

die von Anwendern aus Instrumenten unterschiedlicher Anbieter
zusammengestellt werden und in einer kundenspezifischen Soft-
wareumgebung betrieben werden, handelt es sich hier um eine so-
lide Losung mit bewdhrter Hard- und Software fiir Betrieb, Daten-
import und Programmierung aus einer Hand — und somit ist hier

auch das sonst iibliche Multi-Vendor-Problem gegenstandslos.

Vorhandene Testprogramme einfach umwandeln

Die vorhandenen Testprogramme aus den anderen Systemwelten
koénnen zudem komfortabel und effizient ohne Hochsprachen-
Kenntnisse umgewandelt werden. In der Systemserie CT3XX ist
die umfangreiche Software-Ausstattung schon voll implementiert,
die praktisch alle nétige Unterstiitzung im Testeralltag bietet. Zu-
sammen mit der offenen Architektur lassen sich damit beispiels-
weise fiir den eher seltenen Fall selbst Third-Party-Instrumente
rasch durch den Anwender selbst integrieren. Grundsatzlich sind
alle Schnittstellen offen gelegt und alle Codes einsehbar.

Im Vergleich zu bekannt langsamen Flying-Probern sind die
CT3XX-Tester weitaus schneller, offerieren wesentlich héhere
Priiftiefe und Priifschérfe und sind dabei — bezogen auf Funkti-
onsumfang und Leistungsfahigkeit — eine kostengiinstigere Inves-
tition im oberen Low-Cost-Bereich. Dabei liegt die Performance
dieser In-Circuit- und Echtzeit-Funktionstester jedoch weit iiber

Bild 3: CT 300 Comet Galaxy
mit Boardtest-Adapter und
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dem Leistungsniveau {blicher billiger Test-
Losungen, die in einer véllig anderen Klasse
zuzuordnen sind.

Abhiéngig von Modell und Ausstattung las-
sen sich fiir alle Anwendungsfelder, von Engi-
neering (7-Slot-System) bis zur hochvolu-
migen Fertigung (40 Slots), die bendtigten
kompakten Losungen wirtschaftlich skalieren
und konfigurieren. Kostengiinstig heiflt bei
der CT3XX-Plattform also: niedrige Investiti-
onen und damit geringe Priifkosten, jedoch
ohne Kompromisse bei der Performance
einzugehen.

So basieren die analogen Bauteilpriifungen
auf hochprézisen, schnellen Messungen mit
bauteilspezifischen dynamischen Bursts unter
definiertem Timing, beispielweise lassen
sich damit Kondensatoren mit 1 nF in nur
12 ps testen.

Zur Anschaltung der Priifobjekte sind zu-
verldssige Optokoppler-Halbleiterrelais (gal-
vanische Trennung) als MOSFET-Schaltmat-
rix in 8-Draht-Technik integriert, daneben
auch noch Anschaltung per 8-Draht-Relais
Weil
Dr. Eschke als europiischer Testeranbieter die

sowie  spezieller =~ Power-Matrix.

notige System-IP voll in der eigenen Hand
hat, ein weiterer wichtiger Aspekt fiir die Anwender, ist der direkte
Zugriff auf System-Interna bei Implementierungen in Linien oder
umfassende Priiffeld-Konfigurationen problemlos gegeben und
nutzbar. Integrationsprojekte und spezielle In-Line-Adaptierun-

gen konnen deshalb rasch und wirtschaftlich realisiert werden. m

Der Autor: Frank Grossmann, Sales & Support Manager der Ateip Automatic
Test Equipment.

Auf einen Blick

Austausch obsoleter Testsysteme

Fiir den Austausch obsoleter Testsysteme gegen duBerst kompakte
und wirtschaftliche Tester von Dr. Eschke in Vertrieb bei Ateip, stehen
flr einige am Markt weitverbreitete Boardtesterserien spezielle Inter-
face-Adapter zur Verfligung, so dass die bisherige Adaptierung weiter
verwendbar ist. So sind aktuell Schnittstellenumsetzer fiir Digitaltest,
Reinhardt, Pylon-Schnittstelle, Teradyne, GR20-Serie sowie dem
High-Pincount-Interface Spes-BZIF erhaltlich. Weitere Zwischenadap-
ter sind auf Anfrage maglich und auch verfiigbar.
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Materialien und Formen.

mit Kantenerkennung.

Vision Engineering Ltd. ist einer der weltweit fiihrenden Hersteller optischer Technologien.
Jeden Tag nutzen Ingenieure, Techniker und Wissenschaftler in allen Bereichen der Industrie unsere
Mikroskope und Messsysteme zur Inspektion, Kontrolle und Vermessung von Komponenten aller

Vom einfachen okularlosen Stereomikroskop bis hin zur bertihrungslosen 3-Achsen Messplattform

Fordern Sie jetzt Ihre aktuellen Info-Broschiiren an...>>>

Mikroskope & bertihrungslose Messsysteme %ﬁéﬂ%
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